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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakup 1 (jednego) kompletu spektrometru mas z jonizacjag w plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-MS) z wyposazeniem

Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia:

I. Opis przedmiotu zaméwienia

Spektrometria mas sprze¢zona z plazmg wzbudzang indukcyjnie (ICP-MS, ang. inductively
coupled plasma — mass spectrometry) — jest technika analityczng wykrywania i oznaczania
pierwiastkéw. Polega ona na pomiarze za pomoca spektrometru masowego ilosci jonow o
okreslonym stosunku masy do ladunku uprzednio wytworzonych w wyniku jonizacji w
plazmie indukcyjnie sprze¢zonej.

Dane i wymagania naukowe, techniczne, architektoniczne:

L.p.

Tres¢ Parametry

wymagane oferowane

Opis urzgdzenia

Wielokwadrupolowy spektrometr ICP-MS

Generator RF = Polprzewodnikowy, catkowicie kontrolowany
przez zewnetrzny komputer, z cewka
indukcyjna niewymagajaca aktywnego
chtodzenia ciecza lub gazem,

= Czestotliwo$¢ minimum 33 MHz,

»  Umozliwiajacy ciagla zmiang mocy w zakresie
minimum od 400 do 1600 W (automatyczne
dostrojenie mocy w zaleznos$ci od
wprowadzanej matrycy nieorganicznej i
organicznej),

= Automatyczne zapalanie i gaszenie plazmy bez
koniecznosci zmiany polozenia palnika.

»  Mozliwo$¢ wizualnej oceny (w kolorze)
plazmy oraz koncowki dyszy i stozka interfejsu
(prébkujacego).

1.2

System = Kwarcowa cyklonowa komora mgielna i
wprowadzania rozpylacz koncentryczny

probek *=  Whbudowany automatyczny system
rozcienczania gazem analizowanych probek co
najmniej 100-krotny.

Zaoferowanie systemu rozcienczania gazem




wiekszej ilosci probek podlegaé bedzie ocenie

1.3

Pompa
perystaltyczna

Co najmniej czterokanalowa
12-rolkowa

Zapewniajaca rownomierng predkosé
podawania oznaczanych roztwordw i
odprowadzania $ciekow.

14

Palnik

Kwarcowy nierozbieralny

Automatyczna regulacja potozenia palnika w
ptaszczyznach XYZ z poziomu
oprogramowania sterujgcego.

1.5

Interfejs

Interfejs wprowadzajacy jony do uktadu
detektora mas zawierajgcy minimum trzy stozki
wykonane z niklu.

Trzeci stozek o regulowanym napigciu
zapewniajgcym optymalne parametry pomiaru
w zaleznosci od analizowanych probek; stozek
umozliwia prace w trzech trybach —
ekstrakcyjnym, ogniskowania oraz zimnej
plazmy bez koniecznosci fizycznej zmiany
elementéw wyposazenia interfejsu.

1.6

System skupiania
jonéow

Automatycznie optymalizowany z poziomu
oprogramowania w stosunku do analizowanych
jondw system usuwajacy jednocze$nie fotony
oraz czasteczki oboj¢tne oraz uginajacy wigzke
jonéw dodatnio natadowanych o 90° za pomoca
kwadrupolowego deflektora jonow.

System niewymagajacy jakichkolwiek
czynnosci konserwacyjnych oraz czyszczenia.

1.7

Komora usuwajaca
interferencje

Co najmniej dwa tryby usuwania interferenciji:
z dyskryminacja kinetyczna jonéw (komora
kolizyjna) oraz z gazem reakcyjnym na drodze
reakcji chemicznej, z dyskryminacjg mas
(komora reakcyjna).

Komora wyposazona w kwadrupol zbudowany
z pretdw o przekroju okragtym wzbogacony o
system czterech pretow o przekroju ,, T
modelujacych szybkos¢ przeptywu jonow przez
komorg.

Komora ta powinna by¢ integralng czescia
spektrometru.

Komora musi umozliwia¢ prace¢ z roznymi
gazami (w tym NHs, He, Hz, Oz, CHa, i
mieszanka He/H.) zaleznie od oznaczanych
probek i pierwiastkow, a takze powinna
umozliwiac jej catkowite oproznienie i prace
spektrometru w trybie standardowym; zmiana
trybu pracy powinna by¢ automatycznie
wykonywana podczas pomiaru probki.
Szybkos¢ przetaczania trybow komory mozliwe
w czasie nie wickszym niz 10 sekund
Umozliwiajgca pelng optymalizacje
parametréw RPq i RPa

Komora nie powinna wymagac¢ jakiegokolwiek
czyszczenia lub konserwaciji.




Wyposazona w funkcje elektronicznego
rozcienczenia (EDR) pozwalajaca analizowaé
pierwiastki o niskich i wysokich stezeniach w
jednym pomiarze, zwigkszajaca zakres
dynamiczny urzadzenia do co najmniej 12
rzedow.

Komora powinna posiada¢ minimum trzy
niezalezne kanaty do podtaczenia trzech
réznych gazéw komory (w tym czystego
amoniaku) oraz umozliwia¢ automatyczna
zmiang gazu w czasie wykonywanego pomiaru
probki. Zaoferowanie komory z wigkszq iloscig
niezaleznych kanatow podlegaé bedzie ocenie

1.8

Analizator mas

Dwa identyczne kwadrupole analizujace, jeden
umieszczony  przed  komorg  kolizyjno-
reakcyjna, drugi umieszczony za komora
Rozdzielczo$¢ obu kwadrupoli regulowana w
zakresie co najmniej od 0,3 do 1 amu, z
mozliwo$cia ustawienia dowolnej wartosci w
tym zakresie

Szybkosci skanowania obu kwadrupoli nie
mniejsze niz 3000 amu/s (skanowanie
wszystkich mas w zakresie minimum od 1 do
285 amu). Zaoferowanie analizatora mas z
wigkszq szybkoscig skanowania podlegaé
bedzie ocenie.

Czas przetaczania miedzy masami (settling
time) nie wigkszy niz 0,4 ms, niezaleznie od
warto$ci skoku migdzy masami

Prety kwadrupoli nie powinny wymagaé
jakiegokolwiek czyszczenia.

1.9

Detektor

Detektor dwustopniowy umozliwiajacy
jednoczesna prace w trybach impulsowego i
analogowego pomiaru sygnatu, z
zabezpieczeniem przed przetadowaniem,
zardwno w trybie pracy impulsowej, jak i
analogowej

Zakres liniowosci detektora minimum 10
rzedow.

Minimalny dwell time mozliwy w czasie 100
us. Zaoferowanie detektora 7 wigkszym dwell
time podlegaé bedzie ocenie.

1.10

System utrzymania
prozni

Zawierajacy pompy: klasyczng prozniowa oraz
turbomolekularng

111

Automatyczny
podajnik prébek

Wyposazony w zewngtrzny system wizualizacji
stanu pracy w postaci oswietlenia LED,
wskazujacego na aktualny jego stan, np. stan
czuwania, pracy, zatrzymania czy btedu
Umozliwiajacy ustawienie minimum trzech
statywow na standardowe probowki o srednicy
13,17 128 mm

Umozliwiajacy ustawienie nawet 270 probowek
Wyposazony w stacje podwojnego ptukania, z
osobnymi  kanalem podawania roztworu




ptuczacego i odprowadzania $ciekow
Zapewniajacy minimalne op6znienia pomigdzy
probkami  dzieki jednoczesnemu  ruchowi
ramienia w ptaszczyznie X-Y

Umozliwiajacy  programowanie  szybkoSci
ruchu ramienia oraz szybkosci podawania
roztwordéw za pomocg pompy perystaltycznej
Zapewniajacy mozliwosé samodzielnej
konfiguracji  statywow  oraz  glebokosci
pobierania z  probowki z  poziomu
oprogramowania

1.12

Oprogramowanie
sterujace

Sterujace praca spektrometru

Zapewniajace w pelni automatyczng
optymalizacj¢ spektrometru

Przejmujace kontrole nad wszystkimi
dodatkowymi akcesoriami

Zbierajace 1 przetwarzajace otrzymane dane
pomiarowe bez koniecznos$ci ponownych
pomiaréw

Pozwalajace na przygotowanie raportu wedtug
projektu uzytkownika,

Umozliwiajgce automatyczne przesytanie
danych do innych pakietéw oprogramowania,
np. pakiet MS Office

Wyposazony w dedykowane oprogramowanie
przeznaczone do analizy nanoczastek metali

1.13

Zestaw
komputerowy

Zestaw komputerowy spetniajacy wszystkie
wymagania stawiane przez oprogramowanie
spektrometru, zapewniajacy bezproblemowa
prace

System operacyjny rekomendowany przez
producenta  aparatury 1  zapewniajacy
bezawaryjng i ptynng pracg aparatury

Procesor o wydajnosci PassMark CPU: co
najmniej 6500 pkt
(https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).
Twardy dysk minimum 1TB SSD

RAM Minimum 32GB

Monitor LCD o przekatnej przynajmniej 24”
Mysz, klawiatura

Drukarka laserowa kolorowa

1.14

Dodatkowe cechy

Mozliwo$¢ analizy nanomateriatow
Mozliwo$¢ analizy pojedynczych komoérek

1.15

Wyposazenie

Zamkniety uktad chtodzenia
Zasilacz awaryjny UPS pozwalajagcy na
podtrzymanie pracy aparatu przez minimum 5
minut.
Szafka wyciszajaca do pompy prozniowe;j
Zestaw czeSci eksploatacyjnych w  sktadzie
minimum:
o stozki niklowe skimmer i sampler (po 1
sztuce)
o ciecz chlodzaca do zamknigtego uktadu
chlodzenia w objetosci pozwalajacej na




uruchomienie systemu
o wezyki do pompy perystaltycznej — min.
40 szt.
o wezyki kapilarne — min. 40 szt.
Zestaw 4 reduktorow dwustopniowych
nabutlowych do wybranych gazéw czystych:
amoniaku, tlenu, helu i fluorometanu.

1.16

Zasilanie ]

230 VAC 50Hz

1.17

Gwarancja .

Gwarancja minimum 24 miesigce od daty
potwierdzenia nalezytego wykonania
zamoOwienia

Autoryzowany serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny

WyposaZenie dodatkowe

System HPLC (specjacja)

Calkowicie odporny na korozj¢ system (metal-
free") wyposazony minimalnie w:

Pompe¢ dwusktadnikowa gradientowq z
podwojnym tlokiem, maksymalne cisnienie do
5000 PSI (345 Bar), szybko$¢ przeptywu od
0.001 do 12 ml/min w kazdym kanale
Automatyczny podajnik probek umozliwiajacy
dozowanie z réznego rodzaju naczynek;
Cisnienie do 5000 PSI (345 Bar), trzy tryby
dozowania, objetos¢ dozowania od 1 do 9999
ul w krokach co 1 pl

Trzykanatowy degazer prozniowy
Automatyczny zawor 6-drozny sterowany z
poziomu oprogramowania umozliwiajacy
wykonywanie analiz specjacyjnych i
standardowych bez koniecznos$ci
rozmontowywania systemu.

System ablacji laserowej

System ablacji laserowej umozliwiajacy
polaczenie z oferowanym spektrometrem ICP-
MS, wyposazony minimalnie w:

Interfejs umozlwiajacy potaczenie systemu
ablacji laserowej z ICP-MS wraz z
Oprogramowaniem sterujacym pracg lasera
Zrodto lasera: 213 nm, 20 Hz.

Dostarczanie wigzki obrazu z bezstopniowa
aperturg; system zapewniajacy kazdy mozliwy
rozmiar pola w zakresie 4-250 um. (4-110 um)
Obraz z aperturg; 110-250 pm skupiona wigzka
dajaca >6 mJ z glowicy lasera, dajgca energi¢
na powierzchni probki >3 mJ i fluencj¢ >30J
cm?,

System podgladu prébki: Mikroskop wideo o
wysokiej rozdzielczosci z dodatkowym
systemem nawigacji kamery o duzym polu
widzenia

System o$wietlenia: zrodto swiatta o wysokiej
intensywnosci, oparte na diodach LED,




transmitowane, pierscieniowe i wspotosiowe
(niezaleznie sterowane). Polaryzatory
sterowane z oprogramowania.

= Komore ablacyjna: wysokowydajna
dwuobjetosciowa komora na probki o $rednicy
100 mm, dostarczana z wktadka z “plywajaca
podtoga” do analizy i przechowywania duzych i
matych typoéw obiektow.

= Kontrole gazu: Wewnetrzna kontrola gazu, w
tym zintegrowany masowy kontroler przeptywu
1 mozliwo$¢ dodania dodatkowego MFC w celu
dodania kolejnego gazu (np. N2)

1. Wymagania instalacyjne, montazowe i podlaczeniowe

Zamoéwienie musi by¢ zrealizowane z pelng instalacja ukladu, jego uruchomieniem,
przetestowaniem (potwierdzeniem zgodnos$ci parametrow dostarczonej aparatury z parametrami
przedstawionymi w ofercie, w szczeg6lnosci przeprowadzeniem oceny sprawnosci dzialania
poprzez wykonanie testowych pomiarow dla probek wzorcowych Zamawiajacego). Aparatura
musi by¢ kompletna i gotowa do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez koniecznos$ci zakupu przez
Zamawiajacego dodatkowych elementow.

2. Wymagania dodatkowe

a. Wymaga sie, aby caly sprzet byt fabrycznie nowy (nieuzywany), wyprodukowany co najmniej w
2024 roku, i w oryginalnych opakowaniach.

b. Koszt dostawy i instalacji pokrywa Wykonawca.

c. Wymagany termin realizacji zamowienia: do 10 tygodni od daty podpisania umowy.

d. Urzadzenia elektryczne wchodzace w sktad zestawu muszg spelnia¢ wymogi normy certyfikatu
bezpieczenstwa CE.

3. Wymagania gwarancyjne

Wymaga si¢, aby Wykonawca udzielit co najmniej 24 - miesiecznej gwarancji na prawidlowe
funkcjonowanie przedmiotu zamowienia, tj. spektrometr mas z jonizacja w plazmie
indukcyjnie sprze¢zonej (ICP-MS) z wyposaZeniem.

Udzielenie gwarancji w dluiszym okresie czasu bedzie podlegaé ocenie.
4. Wymagania serwisowe

Wykonawca zapewni na terenie Polski serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup
cze$ci zamiennych przez Zamawiajacego przez okres co najmniej 10 lat (Zapewnienie serwisu
pogwarancyjnego i zakupu czesci zamiennych na dluiszy okres czasu bedzie podlegaé
ocenie), od daty zakonczenia okresu gwarancji

Naprawa/usunigcie usterek w okreslonym terminie:
(a) czas reakcji na zgloszenie usterki do 2 dni roboczych (48 godzin w dni robocze);
(b) czas naprawy w terminie do 14 dni roboczych,

(c) w przypadku konieczno$ci naprawy wadliwych czeSci u ich producenta lub w przypadku
koniecznosci zaméwienia czgsci u kooperatorow za granicg, termin usprawnienia nie moze
przekraczac 90 dni.

5. Wymagania naprawcze

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca pokryje koszty napraw urzadzenia i jego
wyposazenia, a takze pokryje koszty wymiany uszkodzonych elementéw lub calej aparatury,




jezeli zajdzie taka konieczno$¢, koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz
ewentualne koszty przesytki i naprawy w fabryce producenta.

Wymagania szkoleniowe

Przeszkolenie personelu Zamawiajacego zorganizowane w ciggu dwoch tygodni od daty dostawy
aparatury, przeprowadzone w jezyku polskim, dla co najmniej 2 pracownikéw w siedzibie
Zamawiajgcego.

Szkolenie przez specjaliste z zakresu analizy nieorganicznej dla co najmniej 2 pracownikow w
siedzibie Zamawiajacego: minimum 5 dni do wykorzystania w ciggu roku od instalacji.

Szkolenie z zakresu systemu ablacji laserowej dla co najmniej 2 pracownikéw w siedzibie
Zamawiajacego: minimum 2 dni do wykorzystania w ciaggu roku od instalacji.

Wymagania transportowe

Urzadzenie musi by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i wstrzgsami,
zapakowane w odpowiednie opakowania. Przewdz do siedziby Zamawiajgcego musi by¢
ubezpieczony od wszelkich poniesionych szkod powstatych w czasie transportu.

Pozostale wymagania

Wykonawca dostarczy: kompletna dokumentacj¢ techniczna z instrukcja obshugi aparatury w
jezyku polskim lub angielskim.

Wskazanie kodow CPV
38433100-0 — Urzadzenia do spektrometrii mas



